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Resulta de vital importancia el conocimiento de las caracteristicas y propiedades mecanicas de los
nano-materiales en diversos campos de la ciencia. Uno de estos campos cientificos es la Biomedicina
en donde estos han encontrado aplicacién en injertos de protesis como parte de recubrimientos que
ayudan a mejorar la biocompatibilidad entre las protesis y el tejido humano. La obtencién del
espesor de los recubrimientos nano-estructurados constituye un eslabén esencial para estudiar el
comportamiento mecanico de los mismos. La elipsometria es una herramienta fundamental para la
determinacion del espesor en peliculas delgadas. Esta es una técnica Optica que cuenta con una
precision y exactitud bastante aceptable, en la caracterizacion de peliculas delgadas o sistema
pelicula - sustrato, con resoluciones del orden de Angstroms. Esta técnica se basa en medir los
cambios de la polarizacion de la luz al reflejarse o transmitirse en un material. El objetivo de este
trabajo consiste en determinar el espesor de recubrimientos con nanoparticulas de Oro aplicado a
protesis mediante el Elipsometro Espectroscépico (SE). Se realizaron mediciones a tres muestras de
recubrimiento adheridos al sustrato de Acero AISI 326L. Se obtuvieron con precision los valores de
espesor consistiendo en una serie de parametros matematicos y ajuste, haciendo uso de simulacion
mediante un programa informatico basado en el método matricial. Se realiz6 una medicién en la
parte mas uniforme de la muestra.



